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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-3: Examens et mesures — Contrdle de la variation de
I'affaiblissement et de la puissance réfléchie (voies multiples)

AVANT-PROPOS

mposée
objet de

1) La JEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nation
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de ines de
I'élegtricité et de IeIectronlque A cet effet, la CEl, entre autres ac S tionales.
Leur|élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux d€ uels out Wté \ inté é par le
suje{ traité peut participer. Les organisations internationales, 8 g ales, en
liaispn avec la CEIl, participent également aux travaux. La ment avec |'Organisation
Interpationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixée deux organisatiops.

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEI concernantA€3 echnigues, représentent, dans Ig mesure
du ppssible un accord international sur les Ayj etudiés, \ét Comités nationaux inféressés
sont|représentés dans chaque comité d’études.

3) Les |documents produits se présentent sou andatjons internationales. Ils sontl publiés
comme normes, rapports techniques ou guides—s 85S¢ e tels par les Comités nationaux.

4) Dan 3 3 3 iquer de
facop transparente, dans toute la mesure POSSi BS A i normes

natignales et régionales. & 2 i Egionale
corrg¢spondante doit étre indigquéee i X ie

5) La JEI n’a fixé aucune procé ¢ 2 indicati ' i nsabilité
n'es{ pas engagée quand un\matéhel es de 3

6) L’attpntion est a &
I'objét de droits\de

resppnsable de ne pas

ent faire
ue pour

La Nofme inter hositifs

d’inter¢onnexjon_e passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de |a CEl:
Fibres |optiq
Le texte de pissu des documents suivants
FDIS Rapport de vote
86B/852/FDIS 86B/951/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositif
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide

— Partie 2: Essais

— Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-3: Examinations and measurements — Monitoring change
in attenuation and in return loss (multiple paths)
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FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizati
ational electrotechnical committees (IEC National Committees).
hational co-operation on all questions concerning standardization in t

sted to technical committees; any IEC National Committee™
Cipate in this preparatory work. International, governmenta G % )
the IEC also participate in this preparation. The IEC collgborates Wi & International Org3
Standardization (ISO) in accordance with conditiorfs ment between

hizations.

dards transparently tq
gence between the IEC
ated in the latter.

IEC provides no m
bment decla b
tion is drawn\{p’the

tent rights. The

FDIS Report on voting

86B/852/FDIS 86B/951/RVD

mprising
promote
elds. To
ration is
ith may

4 liaising

nization
the two

gible, an
dentation

the form
e.

national
ds. Any
b clearly

for any

subject

e optic
ptics.

Full in{

ordTation on the voting for the approval of this standard can be found in the re

port on

voting

indicated in the above table.

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance
— Part 2: Tests
— Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES — METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-3: Examens et mesures — Contrble de la variation de
I'affaiblissement et de la puissance réfléchie (voies multiples)

1 Généralités

1.1 Dpmaine d’application et objet

La pr¢sente partie de la CElI 1300 décrit

a présente partie de la CEIl 13
k la plus récente du document n
ci-aprés. Les 'ISO possedent le registre des N
tionales en vigue

CEIl 1300-3-6: 1996/ s d 'ter onhéxion et composants passifs a fibres opti
Méthodles fondamenptale 2 2 mesures — Partie 3-6: Examens et mes
Puissance réfléchjé

2 DeS

Cette gtre méthodes de contrbéle de la variation d’affaiblissement e
puissapce re . éthodes 1 et 2 permettent de mesurer ces parameétres en me
les varjiations-de™rjveaux de puissance de la lumiére traversant le composant ou réfléc
le composant. Les méthodes 3 et 4 mesurent 'affaiblissement et la puissance réflég
utilisants\FOTDR. L’'appareillage relatif est par conséquent décrit séparément. Ces

la procédure de 8 variation

niveau
ur leur

S.

n't“ y est
oment

sujet a
D0 sont
brmatif
ormes

ues —
res —

t de la
psurant
hie par
hie en

deux

méthodes peuvent €tre utitises seutement quand € temps Moyen e tOTDR est ires |

férieur

au temps de variation de I'essai des conditions d’environnement. Ces quatre méthodes sont
utilisés pour la mesure de la puissance réfléchie des DUT pour les fibres monomodes. La

méthode 1 doit étre considérée comme méthode de référence.

3 Matériel

3.1 Méthodes 1 et 2

L'appareillage pour cette procédure et la configuration expérimentale de mesure sur les
composants a I'essai (DUT) sont représentés aux figures 1 et 2. L'appareillage comprend les

éléments suivants:
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-3: Examinations and measurements — Monitoring change in
attenuation and in return loss (multiple paths)

1 General

1.1 Sgope and object

measufement stability over time.

1.2 Nprmative reference

The fol
constit
was vg
on this
recent
registe

IEC 13
and m

2 Ger

Four n
proce
of ligh )
measufe attentiayi
is desdribed 5¢€ .
much less thah the vapiation time of the test environmental conditions. These four methd
used i measuring return loss on DUTSs for singlemode fibres. Method 1 shall be considg

and in

Since it is
imle, this

onents
e level
hnce in
pf high

S text,
ficated
based
P most
aintain

Sic test

b

in this
levels
and 4
aratus
time is
ds are
red as

the refprece method.

3 Apparatus

3.1 Methods 1 and 2

The apparatus for this procedure and the layout to carry out measurements on the comp
under test (DUT) are shown in figures 1 and 2. The apparatus consists of:

onents
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3.1.1 Source/excitation S/E

Une source lumineuse multiple (et une unité d'excitation le cas échéant) pouvant transmettre
séparément dans les fibres a I'essai de la lumiére aux longueurs d’onde pour lesquelles les
mesures sont spécifiées. Une méthode pour obtenir cette source multiple consiste a relier des
sources lumineuses indépendantes a 'aide d’'un commutateur optique SW3 comme représenté
a la figure 2. La source lumineuse multiple peut également étre obtenue par plusieurs autres
moyens tels que des sources indépendantes connectées par un dispositif de couplage en
étoile, et commutées active/inactive individuellement, ou une source de lumiére blanche unique
couplée a la fibre par des filtres passe-bande commutables. Les parametres de source
lumineuse qu'il faut prendre en compte pour cet essai sont:

a) la stabilité dans le temps. Bien que cette méthode d’essai comporte la mesure du niveau
de lumiére de reference pour chaque serle de mesures un haut nlveau de stablllte de la

lum(ere heut se
dérpuler sur plu5|eurs minutes. Cette stablllte est generalemen en \¢compte
conjointement avec les techniques de détermination des mesurg ns les
détecteurs optiques.

b) llindépendance a la polarisation. 1l est courant Afiations
d’affaiblissement faibles en comparaison avec l'influence a perte
d'ingertion des composants a l'essai et des éléments ue les
dispositifs de couplage, les commutateurs et les nséquent il est

géngralement nécessaire de spécifier des sources lumingus i 5 isation
tellgs que des sources incandescentes (sourcg diodes
élegtroluminescentes qui sont couplées a la fibre es optiques 3 faible
indyction de polarisation. i n ensemble expérimental

suff pisation stabilisée.

c) | 3 fenmedon du/temps. Particulierement pour
exami etS que des multiplexeurs |ou des
atténuateurs, Nineuse qui n'émette pas de lumiére a
des puissent affecter la précision| de la
megure.

d) Ip niveau de puissance de iey issprice réfléchie concerne normalemgnt des
signjaux tres affaiblis ‘ migre avec une sortie de —3 dBm au mdins est
requiise pour que lesi s la gamme du détecteur de puissance.

3.1.2 Wppareil d§

Ensemble permetta ; de la’lumiére transmise par les voies multiples corresppndant
aux vo

Dans la ‘ i gst divisée en N voies par un dispositif de couplage 1xN,|et des
voies ¢l mesure Ndividuelles sont mises en place. L’appareillage pour cette installatjon est
représe aent a la figure 1. Dans la figure, S est la source lumineuse multiple,
BD es couplage directionnel et D1, Dy et D3 sont les détecteurs de lyimiére.

Dans Ilappareil, I'ensemble des composants allant de la voie 1 au dispositif de couplage 1xN
est regroduit’'sur chacune des N voies. Cette méthode est pratique jusqu’a un faible nonjbre de
voies PUT dans la mesure ou elle requiert des dispositifs de couplage et des dét¢cteurs
multiples.

Dans la méthode 2, on utilise une commutation active des trajets lumineux traversant les DUT.
L'appareillage (comme décrit a la figure 2) comprend un dispositif de couplage directionnel et
deux commutateurs optiques 1xN commandés par ordinateur. Le nombre de voies de ces
distributeurs est assez élevé pour interconnecter les voies des composants a I'essai, une ou
plusieurs lignes de référence et une voie de réflectance de référence.
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3.1.1 Source/excitation S/E

A multiple light source (and excitation unit where applicable) capable of separately launching
into the test fibres light of the wavelengths at which the measurements are specified. A method
of achieving this multiple source is independent light sources joined by an optical switch SW3
as shown in figure 2. The multiple light source can also be achieved by several other means
such as independent sources connected by a star branching device and individually switched
off and on, or a single white light source coupled to the fibre through switchable bandpass
filters. Light source parameters which must be considered for this test include the following
elements:

a) stability over time. Although this test method includes a reference light level
measurement for each set of measurements, a high level of absolute light output stability is
required since each set of measurements can occur over several minutes. This stability is
gengerally Or agered Ir onjur on With measuremer averaging tecnnigue [ [ 0pt|CEl|
detgctors.

b) polarization independence. It is common to be monitoring changes i Qn that are
[ f nplonents

undgr test and of parts of the apparatus such as branching d eflectors.
Therefore, it is usually necessary to specify light sources wg ization
such as incandescent elements (white light source) or LEDs e fibre
usirjg low polarization inducing optics. Alternatively, a Suffig using

lasgrs either depolarized or with stabilized polarization

c) 4pectral purity and stability of spectrum versu
wayelength dependent components such as m I'ple efs orattenuators, it is necespary to
use| a light source that does not emit light &t & o@wa elengths at levels that can
affeict the measurement accuracy.

d) qutput power level. Since return usually involve highly attejhuated
signals, a light source with an outpuj-ot aBm is required for the measured signal
to réemai

3.1.2

An ass i i i gh the multiple paths corresponding to the

paths by a 1xN branching device, and individual
apparatus for this assembly is shown schemgtically
fiple light source, BD is the directional branching|device
ors. In the apparatus, the component assembly |shown
N branching device is repeated on each of the N channels.
ct gal Yp tong small number of DUT channels since it will require multiplicity

us, as
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Les parametres de commutation devant étre prises en compte pour I'essai sont:

a) la répétabilité. Les commutateurs doivent assurer une haute répétabilité de la perte
d’insertion par voie dans la mesure ou ce parametre diminuera directement la précision de
la mesure d’affaiblissement ou de puissance réfléchie sur le composant a I’essai. De plus,
les essais d’environnement étant généralement conduits sur de longues périodes, la
répétabilité de la commutation doit étre considérée sur toute la durée de I'essai;

b) la puissance réfléchie. La mesure de la puissance réfléchie dans ces méthodes 1 et 2
peut étre limitée par une réflexion de lumiére excessive dans les parties de I'appareil telles
que les dispositifs de couplage, les commutateurs et la fibre.

1xN
BD

- T D\
C

2
3 0 -
EXEN Q
N - §
&,
ambre de contrainte
IEC 261/97

éthode 1

3.1.3 pétecteur D

Il est recomman ‘ut
dont Ig plage de atior est cohérente avec le DUT et qui puisse ramener
a zéro|le niveau de'rg

Les procédures aisger les puissances réfléchies des détecteurs D4 et D3
(figure|l) et Fi \N nNiyeau acceptable doivent étre utilisées comme spécifié gans la
spécification p i€

3.1.4 Filtre

Des filfres de.modes sont installés sur chaque voie de mesure afin d’éliminer les imprégisions
de mdsufe—~associées aux modes d'ordre plus élevé indésirables dans le cas de fibre
mononjode. Des précautions doivent étre prises afin que les modes de gaine n'affecte@nt pas
les mesures. Les modes de gaine doivent étre soustraits soit comme une fonction naturelle de
la longueur de fibre ou en ajoutant des filtres de modes de gaine.
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parameters which shall be considered for this test include:

a) repeatability. The switches shall be capable of high repeatability in per-channel insertion
loss since this parameter will directly detract from the accuracy of the measurement of
attenuation or return loss of the component under test. Furthermore, since environmental
tests are generally carried out over extended periods the switch repeatability shall be

con

sidered over the full duration of the test;

b) return loss. The return loss measurement of these methods 1 and 2 can be limited by
excessive light reflection in the parts of the apparatus such as branching devices, switches

and

3.1.3

These
consis

Proced

3.14

Mode

inaccuf

Precad

fibre.
1xN
BD
S 1 BD but -
. - \
T C
e [ Q
0,
Stress/chamber
IEC 261/97
ratus

Petector D
should range
ent with t

jure 2)

to an gcceptable |
rement
fibre.

tions- 'shall ke Afaken that cladding modes do not affect the measurements. Cladding
must’be stripped either as a natural function of the fibre length or by adding cladding

modes

mode filters.
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TJ

Filtres de mode

Commutateur 3

Commutateur 1 Commutateur 2
Sources
I ] I I ]
Dispositif 1 : k: :DUT R
de 2 { 1DUT

| couplage 3 [~} {DuT > | 3
e e S LA N

14 { >} {puT } > ] 14
15 { D] {DUT | > F—x—15
m m
r ﬁ(—

PUSSANCE TeteTHhte

de référence

Chambre d'essai sous contrainte

Fibre de référence

Rigure 2 — Appareillage de la méthode 2 pour le suivi de I’z

3.1.5 [iaisons temporaires

‘essai.
es par

Liaisonys temporaires pour la connexion des compg
Générg@lement les prescriptions de stabilité d'un essai
fusion pu mécaniques.

3.2 Sthodes 3 et 4

L'app des dispositifs a I'essai DUT sont
représ ivants.

3.2.1 PTDR

Un OTPR est un monta Rérime Ratisg. Utiliser un OTDR capable de généter une
ou plusieurs durées dlimpuisi S es de répétition d'impulsion. Les caractéristiques

précisgs doiven scriptions de mesure et doivent étre spédcifiées
dans la spécifica A

3.2.2

Longue
I'OTDR.

isamment longues pour permettre la discrimination spatiale du DUT par

3.2.3 ommutatelrs nptiqunc QM/1’ S22

Un ou deux commutateurs optigues 1xN contr6lés par ordinateur. Les caractéristiques
essentielles de ces commutateurs sont telles qu’elles sont décrites dans la méthode 3 et 4 de
cette procédure avec les différences suivantes:

a) répétabilité. Dans les méthodes 3 et 4, il y a un besoin moins important de niveaux
extrémement élevés de répétabilité a long terme de l'affaiblissement par voie, dans la
mesure ou 'OTDR est capable de distinguer les commutateurs des DUT;

b) puissance réfléchie. Dans la méthode 3 et 4, de trés hautes valeurs de puissance
réfléchie du commutateur sont prescrites, les réflexions pouvant, suivant 'OTDR utilisé,
masquer la mesure.
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Mode filters
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Figure 2 — Method 2 apparatus for monitoring attenuati
by optical power monitoring

3.1.5 [Temporary joints

Tempdrary joints for connecting the component
the stapility requirements of a test will reguire tha

herally,

3.2 Methods 3 and 4

The af evices
under
3.2.1 PTDR
An OTPR is an automa s . Emp an OTDR capable of producing one or mor¢ pulse
duratigns and p ith the
measufement re

m time

3.2.3 Optical switches SW1, SW2

One or two 1xN computer-controlled optical switches. The key features of these switches are
as described in methods 3 and 4 of this procedure with the following differences:

a) repeatability. There is less need in methods 3 and 4 for extremely high levels of long-
term repeatability of per-channel attenuation since the OTDR is able to distinguish the
switches from the DUTSs;

b) return loss. In methods 3 and 4 very high values of switch return loss are required since
these reflections can, depending on the particular OTDR, obscure the measurement.
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3.2.4 Filtres de modes MF

Des filtres de modes appliqués sur chaque voie de mesure sont utilisés afin d’éliminer les
imprécisions de mesure associées a des modes d’ordre plus élevé non désirés dans le cas
d’une fibre monomode. Des précautions doivent étre prises pour que les modes de gaine
n’affectent pas les mesures. Les modes de gaine doivent étre extraits soit comme une fonction
naturelle de la longueur de fibre ou en ajoutant des filtres de modes de gaine.

3.2.5 Lijaisons temporaires

Liaisons temporaires pour la connexion de composants a I'essai dans les voies d’essai. Il peut
s'agir d'épissures par fusion ou mécaniques, mais il est recommandé de porter une attention
particuliere a la faible réflexion de ces jonctions de fagon a ce que les mesures de 'OTDR ne
soient pas dégradées.

Fibre tampon b

JE TJ -

Filtres de mode —

Commutateur 1 Commutateur 2

DU 1
DU 2
UT 3
OTDR ] A \) | Q@ ,
DU Y Q 14
T ~__ |——Q 5

~ ] (0)

RS

Chambre d'essai sous contrainte

IEC 263/97

Figure|3 — Appareillage pour le contrdle de I'affaiblissement et de la puissance réfléchig
avec utilisation d'un OTDR — méthode 3 (bidirectionnelle)
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3.2.4 Mode filters MF

Mode filters applied along each measurement channel are used to eliminate measurement
inaccuracies related to unwanted higher order modes in the case of singlemode fibre.
Precautions shall be taken that cladding modes do not affect the measurements. Cladding
modes shall be stripped either as a natural function of the fibre length or by adding cladding

mode filters.

3.2.5 Temporary joints

Temporary joints for connecting the components under test into the test channels. These can
be mechanical or fusion splices, but particular attention should be paid to low reflection from
these junctions so that the OTDR measurements are not degraded.

Buffer fibre

TJ

Mode filters

Switch 1

Switch 2

uT

DUT

ar

DT

OTDR

—

B~ \DUT

14

DU

15

Stress chamber

Figure|3 — Appa for 'monitoring attenuation and
bidirectional)

return loss by use of an OTDR

IEC 263/97
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Figure|4 — Appareillage pour le contr@
avec utilisation d’'un OTDR

puissance réfléchie

4 Profédure

4.1 Méthode 1

Cette méthode met en owy g périodique de I'affaiblissement et de la puigsance
réfléchlie d’'un e c ne chambre d'essai sous contrainte en mesurant la
puissahce trans@ q { puissance réfléchie (mesurée en D;) et|en les
comparant au nivéa béchie mesuré en Dj. Il est recommandé gue la

combinaison de la'so
pour 13 constancs g jsion vers chacun des portes de sortie, cette con
déterminant lap i g sures de contrdle.

4.1.1 C S ffaibissement — méthode 1 (optionnelle)

Mesurer penadiqiement\D7 et D3 pour chaque porte de dispositif de couplage du dispo

périodi uenrent afin de determmer Ia dérive de I affa|bI|ssement du DUT connecte a cettp

5, et du dispositif de couplage 1 x N soit caractérisé

stance

sitif de
cement
culées
e porte

du dis
consiste a tracer (en fonction du temps) I'évolution du rapport D1/Ds3.

4.1.2 Contréle de la puissance réfléchie — méthode 1

Mesurer périodiquement D, et D3 pour chaque porte de dispositif de couplage du dispo
couplage 1xN. Le rapport de D, sur D3 est proportionnel a la puissance réfléchie (en

d’'essai

sitif de
dB) du

DUT correspondant. Les variations de ce rapport sont contrélées et calculées périodiguement
afin de déterminer la dérive de I'affaiblissement du DUT connecté a chaque porte du dispositif

de couplage 1xN. La méthode classique pour la présentation des résultats d’essai con
tracer (en fonction du temps) I'évolution du rapport D,/D3.

siste a
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Figure 4 — Apparatus for monitork return loss by use
of an OTDR — method 2
4 Profedure
4.1 Method 1
This method involyes toe périad it g\of attenuation and return loss of a set of D
a strets cham 2 power (measured at Dg) and reflected
(measlired at D> the reference power level measured at O
combinati e 1xN branching device should be characteri
consta ach of the output ports since this constancy will determ

4.1.1

Period

branchii

(in dB

periodi

cally~to determine the drift in the attenuation of the DUT connected to this port

UTs in
power
3. The

iged for

ne the

e 1xN
huation
culated
of the

1xN branching device. The typical method for presentation of the test results is to plot

versus

time) the change in the ratio of the readings of D1 and Ds.

4.1.2 Return loss monitoring — method 1

Periodically take the readings of D, and D3 for each branching device port of the 1xN
branching device. The log of the ratio of these readings is proportional to the return loss (in dB)
of the corresponding DUT. Changes in this ratio are monitored and calculated periodically to
determine the drift in the return loss of the DUT connected to each port of the 1xN branching
device. The typical method for presentation of the test results is to plot (versus time) the
change in the ratio of the readings of D, and Ds.
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4.2 Méthode 2

Généralement, les différentes parties de I'installation d’'essai de la figure 2 étant contrdlés par
ordinateur, les mesures de référence et les mesures d’affaiblissement et de puissance
réfléchie sont effectuées pour chaque composant a I'essai en séquence, au fur et a mesure
que les commutateurs 1xN sont activés, et la séquence de mesure est répétée périodiquement
pendant la durée de I'essai d’environnement, tandis que les composants sont soumis a une
contrainte.

4.2.1 Affaiblissement — méthode 2

Une mesure de l'affaiblissement du composant a I'essai dans la voie «i» au temps «t» est
comme suit:

Lit=Kj— Pit

Pit F pi.t — Pm,t st la puissance normalisée en dB;

pm{ estla puissance transmise par la voie d’essai, m

pit| estla puissance mesurée avec les commutateurs 1 et\2, tous ctéq sur la

voie «i» en dBm;
K; est la constante pour la voie «i» en dB.

Si plus| d'une voie de référence est utilisée, la valeur [de pn): estNa’moyenne de toutes lep voies
de référence. Dans la figure 2, une ligne de ré
indiquge. Il s’agit d’'une ligne de puissz

contre lJune dérive excessive de la puissance

e utilisée comme cpntrole

senter la puissance normalisée¢ et les

lettres . La puissance normalisée dans la
voie « ,_moins la moyenne de la puigsance
transmii puissance normalisée permet de[rendre
la derH . : G § variations d’intensité de la source| Noter
égale indicel inféri t dtenceé a un ensemble de mesures, c’est-aidire le
dispositif de mewas des sonditi spécifiques d’essai.

Il faut prendre soin g ification ne soit effectuée pendant le temps au cours |duquel
un engemble de pie a détermination de p;; sont effectuées, qui puisse chanper les

niveauk de puissance\dan

La corjst
effectué

g€ par des mesures par coupures de puissance (voir figure 5)
ence d’essai.

Ki=B—A + Pi,c

A est la mesure de puissance par coupures dans la fibre «i» au point «a» (voir figiire 5);

B; est la mesure de puissance par coupures dans la fibre «i» au point «b» (voir figure 5);
Pic estlavaleur de Py au moment ou les mesures par coupures sont effectuées.
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4.2 Method 2

Generally, with the various parts of the test facility of figure 2 under computer control,
reference measurements and measurements of attenuation and return loss are made for each
component under test in sequence as the 1xN switches step, and the measurement sequence
is repeated periodically for the duration of the environmental test as the components are
stressed.

4.2.1 Attenuation — method 2

A measurement of attenuation of the component under test in channel "i" at time "t" is as
follows:

Liy=Ki—Piy

whdre

Pit F Pit — Pm,t is the normalized power in dB;

Pm{ is the power through the monitor channel, m;
pit| isthe power measured with switches 1 and 2 both set tg
Kj is the constant for channel "i" in dB.

Where[ more than one reference channel is used, t of all
referenjce channels. In figure 2, a reference line "X" i is an
optical|reference power line to be used to monitor agai rift.
Note that upper-case letters are used to\denote i ' - ters to
denotel measured values. Normalized % nel X" is the power transmitted through
channegl "i", minus the average of the po the reference channels. The
use of|r i 0SS to be independent of variations in
source , l.e. the
measu

Care nyust be taken tht NO Ch nge ade,.during the time in which a set of measur¢ments
for the hat would alter power levels in the system.

The c i 4 i ith sutback measurement (see figure 5) made |at the
completi :

i = Bi—Ai+ Pic

whe
A k.measurement of power in fibre "i" at point "a" (see figure 5);
B; |is the asurement of power in fibre "i" at point "b" (see figure 5);

Pi c|is thewvalueof P; ; at the time when the cutback measurements are made.
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TJ

Filtres de mode

Fibre en sortie du Fibre au
commutateur 1 commutateur 2

R

a IEC\,265(97

n

gure 5 — Localisation des mesures de puissance par coupures

La séquence de mesures pour la détermination de K; est: premig esures
pour A ¢ puis effectuer la mesure par coupures de A; puis B; B; sont
effectuées a I'aide d’un appareil de mesure de la puissance &y ue.

4.2.2 Puissance réfléchie — méthode 2

Mettre|le commutateur 1 sur la voie «i» et le co ure de
la puispance réfléchie d'un composant an’ i A suit:
ou
Pit
Noter que dans les est la
puigsance dans la vQie «
pri| estla puissa hteur 2

la voie «n@w

ce’ réfléchie normalisée, mesurée avec les fibres de [la voie
raccordées ensemble directement sans composant entre les

RLi+OP;+—G; dB

La conStante G; est évaluée par des mesures effectuées avec la fibre de la vaiel«i» du
commutateur 1 terminée avec une puissance réfléchie de référence. La puissance réfléchie
de référence est une longueur de fibre dont une des extrémités est terminée par un élément
de puissance réfléchie connue.

Gj= P — S+ 10 log (1 — 10-4P/10)

ou
S est la puissance réfléchie de référence, en dB;

P;s est la puissance normalisée dans la voie «i» terminée par la puissance réfléchie de
référence S, en dB;
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TJ
Mode filters
Fibre from Fibre from
switch 1 switch 2
' DUT * X
| |
b a 97
Figure 5 — Cutback measurement location (transmiS§sio
The sequence of measurements in the determination of K; is: first, makethe nts for
Pic then make the cutback measurement A; and then B;. & ' B;j are
made Uising a power meter with a bare fibre adapter.
4.2.2 Return loss — method 2
Set swiitch 1 to channel "i" and switc 5s of a
component under test in channel "i*
whd
Pit
Not minus
the
Pr.t ev", in
whd
Pio nnel "i"
of s itches,
ind
Gi
When |AP]»> 10 0B, the following approximation for return loss may be used:
RLi; 0P {—G;dB

The constant G; is evaluated using measurements made with the fibre from channel "i" of
switch 1 terminated with a reference return loss. The reference return loss is a length of
fibre one end of which is terminated with a known return loss.

Gj= Pjy— S+ 10 log (1 — 10-4P/10)
where
S is the reference return loss, in dB;
Pi s is the normalized power in channel "i* terminated with reference return loss S, in dB;
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Pio, est la puissance réfléechie normalisée avec un haut affaiblissement dans la fibre en
utilisant, par exemple, un mandrin de serrage dans la fibre entre la puissance
réfléchie de référence S et SW1.

4.3 Meéthode 3

Généralement, 'OTDR et les commutateurs étant contrélés par ordinateur, les mesures
d’affaiblissement et de puissance réfléchie dans les deux directions a travers le DUT sont
effectuées en séquence, au fur et a mesure que les commutateurs 1xN sont activés. La
séquence de mesure est répétée périodiqguement pendant la durée de I'essai d’environnement,
tandis que les DUT sont soumis a une contrainte.

4.3.1 Wffaiblissement — méthode 3

Une mlesure de l'affaiblissement du DUT dans la voie «i» au temp

suit:

ou

Xfi{| est la variation de puissance a I'écran de |'OTD}

Xri{ estidentique a Xf; ; sauf que
est sur la voie «rev»;

Kj est constante pour la voie «i».

NOTES

1 Dans l'appareillage de {a figure

contféler les variations
de cpntrainte.

2 $Sagissant d'u
congéquent, la
absdlue de L;;.

La s
remy
par

mes

H

tomme

ni (voir

ateur 1

ée pour
Chambre

ve. Par
a valeur

et Xr .,
mesure
bareil de

X X

IEC 266/97

Figure 6 — Réponse de 'OTDR & un DUT

Les valeurs de X; et X; sont les valeurs d’atténuation observées dans les directions de
transmission avant et arriere plus I'atténuation dans les liaisons temporaires et les extracteurs

de gaine.
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AP=Pjs—Pj, dB

where

Pio is the normalized reflected power with a high attenuation in the fibre using, for
example, a mandrel wrap between the reference return loss S and SW1.

4.3 Method 3

Generally, with the OTDR and the switches under computer

control,

measurements

of attenuation and return loss in both directions through the DUTs are made in sequence as the
1xN switches step. The measurement sequence is repeated periodically for the duration of the

environmental test as the DUTs are stressed.

4.3.1 Attenuation — method 3

A meagurement of attenuation of the DUT in channel "i" at time "t" is cargigg

Xf . + Xr:
= it ity |
' 2
whdre

Xfi | is the change in power in the OTDR display for the
with switch 1 set on channel "i";

Xri{ is the same as Xf;; except that switch 2 is and switch 1 is
channel "rev";

Kj is a constant for channel "i".

NOTES

1 Ip the apparatus of figure 3, the reference oted as "m" is used to monitor for chang

may |occur in the fibre itself as opposed to the DUT in th&{sthe Ramber.

2 §ince this is a monitoring expenment ein\atfenuation is considered significant. T

charjge in Lj  from the initi asure b pordant fa or rather than the absolute value of L; ;.

The [sequence of measutemends in jagi s, first, to make the measurements Xf, . 4

replgce the OTDR wi 3 éleng make cutback measurement A; and then

meagurement B;. The me y . ate made using a bare fibre adapter and power metef.

are the only mea e

X Xe

s follov

der test (see fi

S:

jure 6)

set on

bs which
hus the

nd Xr .,
cutback
These

Figure 6 — OTDR response to a DUT

e arcioz
TCC—Z007

The values of X; and X; are values of loss as seen in both the forward and reverse directions of

transmission plus loss in the temporary joints and the mode strippers.
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La constante K; est déterminée par une mesure par coupure effectuée a la fin de la séquence

d’essai.

Xf o + X
Ki =B - A ——S ¢

N

ou

A; estla mesure par coupure de la puissance dans la fibre «i» au point «a» (voir figure 7);

B; estla mesure par coupure de la puissance dans la fibre «i» au point «b» (voir figure 7);

Xfi ¢ et Xrj c sont les mesures effectuées au moment des mesures par coupure.

— Fibre tampon
/ N\

— 7 R

Filtres de mode

Fibre pn sortie du
commfutateur 1 @

Fibre’en
commutateur 2

67/97

4.3.2
Mettre [ puissance réfléchie est en cours de mesure.
Unem ie &
AVE ! e’ courtes (durée de moins de 1 ps), la largeur de bande de
répo iteNla précision de la mesure. Dans ce cas, il est recommandé
d’éts 2'un élément de puissance réfléchie de référence
La puis dansa voie «i» au temps «t» est la suivante:
—2Hi t/10
RL' =-2H +Ci-10log A-10 "/
ou

H; | estlayhautetrde la puissance refléchie sur le tracé de 'OTDR (figure 6);

C; |estla constante pour la voie «i».

La constante C; peut étre évaluée a l'aide de I'équation suivante:

Ci=B-10log T

B est le coefficient de retrodiffusion pour la fibre, approximativement 80 pour la plupart
des fibres monomodes & 1300 nm et 82,5 a 1550 nm. Pour I'évaluation exacte de B,

consulter 4.2.4 de la CEI 1300-3-6;
T estla durée de I'impulsion de 'OTDR en nanosecondes.
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The constant K; is determined with a cutback measurement made at the completion of the test
sequence.

Xf o + XF;
Ki =B - A ——S ¢
where

A; is a cutback measurement of power in fibre "i" at point "a" (see figure 7);

B; is a cutback measurement of power in fibre "i" at point "b" (see figure 7);
Xf; c and Xr; . are the measurements made at the time of the cutback measurements.

Buffer fibre

T -
Mode filters
Fibre frgm / Fib{eh ;)m
switch 1 @ e

| 'm'\>

IEC 267497

4.3.2 Return loss — method

Set switch 1 to the chg i ig being measured. A measurement of return
loss is|made as follows

CAUITION — For 3 s’duration), the bandwidth of response of the OTDR |detector
can |imit the meastwement acs PNs case, the return loss should be calibrated against a referenfe back-

reflection element.

Return|loss of i el " at time "t" is the following:

RL  =-2H  +C;-10 log H - 10 .

whdre
Hit| is\the height'of the reflectance in the OTDR trace (figure 6);

Ci iS’a constant for channel "i".

The constant C; may be evaluated with the following equation:

Ci=B-10log T

where

B is the back-scattering coefficient for the fibre, approximately 80 for most singlemode
fibres at 1300 nm and 82,5 at 1550 nm. For the exact evaluation of B, consult 4.2.4 of
IEC 1300-3-6;

T is the time duration of the OTDR pulse in nanoseconds.
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Si Hj{ > 5 dB, I'approximation suivante de la puissance refléchie peut étre utilisée:
RLjt O-2H;+ + C;

Une autre méthode pour évaluer C; consiste a raccorder un élément de puissance réfléchie

connue a la fibre de la voie «i» du commutateur 1. La puissance réfléchie de référence R|, est

une longueur de fibre, dont une extrémité est terminée par un élément de puissance réfléchie
connue.

-2H,,/10

Ci=2H;{ +R_ +10log (1— 10 “ M )

ou
R_ estla valeur de la puissance réfléchie de référence.

4.4 Sthode 4

Cette ans un
essai de contr6le, une bonne mesure de la performance d'un DUT peut & enuie s faire
de megures bidirectionnelles a I'aide de 'OTDR. Les variations déa ve 6 i sement
ou de la puissance réfléchie du DUT mesurées sur 'OTDR depb e o)y [ servir
de crifere pour la performance du DUT. Par conséque Q iqueé idure 4,

I'appareillage ne comprend qu’'un seul commutateur 1xN.

NOTE - Comme dans la méthode 3, le fa
rappprt a la valeur initiale.

b L par

La puigsance réfléchie est donnée en 4

5 Déthpils a préciser
5.1 Meéthodes 1@
— PRarametres
. puissance réfléchie de référence, et comment I'jnsérer

avel une {aiblepe in ton dans la ligne de référence

— PRrocédures pounréduire les puissances réfléchies

— Parameétres du“dispositif de couplage

— xigences fonctionnelles

Variations admissibles d’affaiblissement et de puissance réfléchie

Ecarts
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When

H; ¢ > 5 dB, the following approximation for return loss may be used:

RLjt O-2H;+ + C;

An alternative method for evaluating C; is to splice a known return loss to the fibre from
channel "i"* of switch 1. The reference return loss, R_ is a length of fibre, one end of which is

terminated with a known return loss.
Ci=2H, +R_ +10 log (1— 10‘2Hi"’1°)
where
R_ is the value of the reference return loss.
4.4 thod 4
This mlethod is functionally similar to method 3 but reflects the fact tha
good measure of the performance of a DUT can be obtained wi

OTDR| measurments. Changes in the value of attenuation or re
measufed on the OTDR from one direction can serve as the €hi
Therefpre, as shown in figure 4, the apparatus includes only one

Relatie attenuation of the DUT in channel "i" at time "t"i

NOTE - As in method 3, the important factor for a mo
valug.

Return|loss is given in 4.3.2.

5 Dethils to be specified

5.1 Methods 1 and 2

the change in L; from t

$ource paramet
$witch or

ethods to vg

ranching device parameters

erfermancexedquirements

test, a
ctional

he initial

ss into

Howable change in attenuation and return loss

Deviations
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5.2 Meéthodes 3 et 4
— Parametres de 'OTDR
— Parametres des commutateurs
— Longueurs et caractéristiques de fibre (fibre tampon)
— Périodicité des mesures
— Limites d’affaiblissement initial pour les composants
— Exigences fonctionnelles
— Variations admissibles d’affaiblissement et de puissance réfléchie
— Ecarts
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5.2 Methods 3 and 4

OTDR parameters

Switch parameters

Fibre lengths and characteristics (buffer fibre)
Periodicity of measurements

Initial attenuation limits for components
Performance requirements

Allowable change in attenuation and return loss
Deviations
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I EC Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related
information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customar Service Centre (CSC)

Internat

onal Electrotechnical Commission

3, rue dg Varembé

Case po

Stale 131

1211 Geheva 20

Switzerland

or

Fax to: ¢SC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the

@ REPONSE PAYEE
SUISSE

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

[

Non affrgncare

No stam

b required

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 GENEVA 20
Switzerland
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